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Pré-requisitos:

Cadigo Disciplina

EMC 410036 Eletricidade e Eletronica para Instrumentagao

EMC 6421 Fundamentos de Metrologia e Estatistica ou Fundamentos de Metrologia
Ementa:

Estrutura dos sistemas de medicdo com processamento eletronico. Transdutores: principios fisicos e
classificagdo.Comportamento metroldgico tipico de instrumentos eletronicos. Ruidos e interferéncias
como fontes de erros: origem, tratamento matematico e formas de minimizagdo. Técnicas de blindagens
e aterramento. Filtragem de sinais. Acoplamento e desacoplamento de sinais em instrumentacao.
Amplificadores: tipos e especificagdes.Caracteristicas estdticas e dinamicas. Andlise de incerteza de
medi¢do aplicada a instrumentacgao eletrdnica.

Programa:

1. Aspectos metrolégicos da instrumentagdo eletronica
-Estrutura geral da cadeia de medicdo
-Modelagem e funcdo de medicdo
-Simulacdo de Monte Carlo

2. Ruidos em instrumentagao
-Fisica do ruido
-Modelagem de ruidos em instrumentacdo eletrénica
-Especifica¢des de ruidos

3. Parametros caracteristicos de instrumentos eletronicos de medigao
- Bias, off-set e drifts
- Impedancia
-Razdo de rejeigdo de modo comum

-Caracteristicas dinamicas

-Demais parametros tipicos

4. Aplicagao de circuitos conversores e unidades de processamento de sinais
-Circuitos de ponte
-Anderson loop
-Amplificadores de instrumentagdo
-Amplificadores de carga
-Isolacdo

5. Transmissao de sinais em instrumentag¢ao de medigao
-Modelagem
-Interferéncia eletromagnética
-Técnicas de minimizacdo de interferéncias na transmissdo
-Instrumentos com circuito de guard




Critério de Avaliacao:

Trabalho tedrico-pratico (30%) e dois testes (35% e 35%).
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